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計測の自動化、高速化、

高精度化に対応するため

に開発された超低ひずみ

率発振器、超低ひずみ率

測定用ハイパスフィル夕、

超低ひずみ率バッファー

アンプです。

これらは高速測定と高精

度を追求した製品ながら

小型軽量、低価格を特長

としております。

-高速・超低ひずみ率計用モジュールによるひずみ率測定の特長

1.無向調方式です。

1周波数に 1フィルタを使用するハイパスフィル夕方式なので、信号入力後(15波 +

2/100秒〕でひずみ成分の出力が得られます。基本波の周波数許容偏差は土 1.5%です。

2.周波数の高速切替えが可能です。

発振器LOD-1は20Hz-20kHz聞のどの周波数を指定しても2/100秒後には安定した出

力が得られ、直ちに測定にかかれます。

3.超低ひずみ率測定ができます。

中城周波数最適条件では、残留ひずみ率は

2次高調波 0.00002% (-134dB) 

3次高調波 0.00002% (-134dB) 

雑音ひずみ率 0.00005% (-126dB) 

と極めて低い値 となります。

4.低価格です。

超低ひずみ率制定として最高の性能で、しかも ローコストです。
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